Institut fur Glas- und Rohstofftechnologie

IGR Aktuell 3/2013

Das IGR hat das bisherige Konzept zur Analyse von Schlieren im Glas nochmals optimiert.

Dieses mochten wir Thnen in der folgenden Publikation anhand einer an der Glasoberflache
fuhlbaren Schliere belegen - ,,cat scratches“?

Foto

Foto der
Schliere

Mikroskopaufnahme

Spannungen im
polarisierten Licht

mit Hilfe des
A-Kompensators —
Zugspannung blaulich,
Druckspannung gelblich
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Institut fir Glas- und Rohstofftechnologie

ICP-OS Analyse
E’robenbezeichnung / Datum: Grundglas angerei_cherte
Schliere
CHEMISCHE ANALYSEN (Angaben in Gew.%)
jBerechnung Rest 71,78 71,95
licP /Nasschemie A0, 145 146
Fe,0, 0,047 0,047
CaO 9,35 9,32
MgO 3,57 3,51
Sro 0,017 0,018
Na,O 12,75 12,66
K0 0,68 0,67
Li,0 0,004 0,004
BaO 0,065 0,065
PbO 0,0129 0,0128
As, 0, 0,001 0,000
CdO 0,0000 0,0000
Sb,0, 0,003 0,003
TiO, 0,042 0,042
Cr,0, 0,0012 0,0011
Mn,O, 0,011 0,011
Co,0, 0,0001 0,0001
NiO 0,0001 0,0001
CuO 0,001 0,001
V,0, 0,001 0,001
Er,0, 0,000 0,000
Ce,0, 0,002 0,002
Bi,O, 0,000 0,000
MoO, 0,000 0,000
Sno, 0,002 0,004
ZnO 0,020 0,020
|zrO, 0,011 0,017
SO, 0,179 0,176
PHY SIKALISCHE GLASEIGENSCHAFTEN (nach Lakatos in dPa s)
flLoc 200 °C 14564 1459,8
flLoc 250 °C 1315,6 1318,5
flLoc 3,00 °C 12043 1206,8
flLoc 400wP °C 1039,3 1041,1
flLoc 7,00 °C 769,5 7705
flLoc 760 °C 736,2 737.1
fLoc  765sP °C 733,6 7345
flLoc 10,00 °C 637,0 637,6
flLoc 13,00 °C 558,3 558,6
fLoc  1330AP °C 552,1 552,5
fLoc  1450sP °C 529,8 530,1
WEITERE PHYSIKALISCHE GLASEIGENSCHAFTEN
Ausdehnungskoeffizient n. Appen *10-°K"" 8,66 8,61
[Dichte n. IGR g/cm?® 2,5008 2,4995
Bestandigkeit n. IGR ml 0,01 N HCI/ g Glas 0,59 0,58
WRI °C 184,11 184,64
[Rms 1,08 1,08
Vergleich der chemischen Zusammensetzung
von Grundglas und angereichertem Schlierenglas
- signifikanter Unterschied im Zirkonium Gehalt -

Seite 2 von 3




REM-EDX Analyse

Si
IGR - Schiiere Oberflache
CH1 MAG: 243x HV: 20kV WD: 12mm

Mapping mit chemischer Darstellung, Si

Mapping mit
Chemischer

Darstellu ng IGR - Schiiere Oberflache | 200 pm
Zr, A|, (NFEWll CH1 MAG: 243x HV: 20kV WD: 12mm

L | I
M
IGR - Schliere Oberflache
CH1 MAG: 243x HV: 20kV WD: 12mm

Seite 3 von 3



	Folie 1
	Folie 2
	Folie 3

